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Распыление пучком кластерных ионов находит широкое применение в обработке поверхностей твёрдых тел, а также во вторичной ионной масс-спектрометрии. В данной работе изучаются угловые распределения атомов, распылённых с поверхности твёрдых тел пучком кластерных ионов инертных газов [1]. Представлены результаты экспериментальных измерений, а также результаты моделирования методом молекулярной динамики [2].
Измерялись угловые распределения атомов, распылённых с поверхности Mo, W, Cu кластерными ионами Ar и Xe с помощью коллекторной методики. Показано, что материал мишени влияет на форму угловых распределений. С помощью компьютерного моделирования проанализирован механизм этого эффекта, показано влияние рельефа поверхности на процесс распыления.
Показано, что сорт атомов, составляющих кластер также оказывает значительное влияние на угловые распределения распылённых атомов. Продемонстрировано влияние соотношения масс атомов мишени и кластера на процесс распыления.
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